ISSN 1231—1219

DZIENNIK URZEDOWY
MIAR I PROBIERNICTWA

Warszawa, dnia 20 maja 1996 r. Nr 12
TRESC:
Poz.
ZARZADZENIA

64 - Nr 57 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia

przepiséw metrologicznych o maszynach pomiarowych jednowspélrzednosciowych ......... 385
65 - Nr 58 Prezesa Glownego Urzgdu Miar z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia

instrukcji sprawdzania maszyn pomiarowych jednowspélrzednosciowych ......vveeiivuans.. 388
66 - Nr 59 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia

instrukeji sprawdzania plytek wzorcowych metodg poré6wnawczg za pomocg przyrzadow

ezufmiKOWYCh .ooiae i s e e 3%
67 - Nr 60 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia

przepiséw metrologicznych o przyrzadach mikrometrycznych .......vovvvvveiinnnnnnnnnnen.. 401
68 - Nr 61 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia

instrukcji sprawdzania przyrzadéw mikrometrycznych czujnikowych ...............vue.ee.. 406
69 - Nr 62 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia

instrukeji sprawdzania gleboko$ciomierzy mikrometrycznych ....ccovvvviiiniiiiinnininnn... 411
70 - Nr 63 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie wprowsidzenia

instrukcji sprawdzania $rednicowek mikrometrycziych .......covvvviriiiiisiiinennnnnnanns 416
71 - Nr 64 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia

instrukeji sprawdzania mikrometréw zewngtrznych z powierzchniami pomiarowymi

Plaskimi . .uueee e st e er e 418

64

ZARZADZENIE NR 57
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 8 maja 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o maszynach pomiarowych jednowspélrzednosciowych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o maszynach pomiarowych jednowspétrzednosciowych,
stanowigce zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé maszyny pomiarowe
Jjednowspétrzednosciowe podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania
i okresy waznosci dowodéw kontroli metrologiczne;.
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§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. -
Prezes
Gléownego Urzgdu Miar
Krzysztof Mordziviski

i

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 57
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 8 maja 1996 r. (poz. 64)

PRZEPISY METROLOGICZNE O MASZYNACH POMIAROWYCH
JEDNOWSPOLRZEDNOSCIOWYCH

Postanowienia ogodlne

§ 1.1. Przepisy dotycza maszyn pomiarowych jednowspélrzgdnosciowych o zakresie pomiarowym do
6000 mm, zwanych dalej ,,maszynami”.

2. Rozrdznia si¢ dwa rodzaje maszyn:

1) zwzorcami kreskowymi,
2) zwzorcem kreskowym i interferometrem laserowym.

X Konstrukcja i wykonanie

§ 2. Konstrukcje maszyny przedstawia rysunek:
1)  maszyna z wzorcami kreskowymi:

% X
W 12/ 1 10/ \e
1 - konik, 2 - oéwietlacz, 3 - kondensor, 4 - wzorzec stalowy z dziatka elementarng o wartoéci 100 mm (decymetrowy),
5 - wzorzec szklany z dzialka elementarna o wartosci 0,1 mm (milimetrowy), 6 - karetka pomiarowa, 7 - czujnik,
8 - mikroskop odczytowy, 9 i 13 - pryzmaty kierujace, 10 i 12 - obicktywy, 11 - foze maszyny.

2) maszyna z wzorcem kreskowym i interferometrem laserowym:

TR

S

11

—
/

1 - konik, 2 - nasadka trzpienia, 3 - urzadzenie odczytowe wzorca kreskowego, 4 - loZe, 5 - nasadka czujnika, 6 - czujnik,
7 - urzadzenie odczytowe czujnika, B - karetka pomiarowa, 9, 10, 11 - elementy interferometru laserowego.
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§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§10.1.

th s W b

§11.1.

§12.

§13.

§14.1.

Konstrukcja maszyny powinna zapewniaé jej czgciom sztywno$¢ w takim stopniu, aby
odksztalcenia wywolywane dzialaniem sit zewngtrznych lub wlasnym ciezarem nie wplywaty
negatywnie na dokfadno$¢ pomiaréw.

Czgsei ruchome maszyny powinny si¢ przesuwaé w sposéb plynny, bez zacieé i zahamowan,
a urzadzenia zaciskowe powinny pewnie unieruchamiaé je w dowolnym miejscu  przesuwu
zgrubnego i doktadnego. ‘

Elementy maszyny nie powinny byé namagnesowane.

Powierzchnie maszyny, powierzchnie pomiarowe nasadek wymiennych oraz szczek pomiarowych
nie powinny mieé plam rdzy i uszkodzef.

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych nasadek, okre§lona parametrem R,, nie powinna
przekraczaé wartosci 0,2 pm.

Odchylenie od ptaskosci powierzchni pomiarowych nasadek z powierzchniami plaskimi nie powinno
przekracza¢ wartosci 0,6 pm; odchylenie to moze wystepowaé tylko w kierunku wypuklosei.

Odchylenie od prostoliniowosci przesuwu konika z trzpieniem nastawczym na prowadnicach toza
maszyny nie powinno przekracza¢ wartosci 16" w calym zakresie pomiarowym,

Pola widzenia mikroskopéw odczytowych powinny byé o$wietlone réwnomiernie w calym zakresie
obserwacji.

. Elementy optyczne i o§wietleniowe nie powinny mie¢ defektéw utrudniajacych obserwacje.
- Blad paralaksy w mikroskopach odczytowych powinien by¢ niedostrzegalny.
. Odchylenié od réwnoleglodci kresek podziatki i wskazéwki powinno by¢ niedostrzegalne.

- Kreski i ocyfrowanie podziatki oraz wskazéwka powinny by¢é wyraznie widoczne w dowolnym

punkcie zakresu pomiarowego.

Przetaczniki zakresow i pokretet regulacyjnych powinny byé opisane czytelnie i dziataé¢ poprawnie.

. Segmenty wy$wietlacza oraz wskazniki pomocnicze powinny by¢ sprawne i jednoznacznie okreslaé

przemieszczanie korficowek pomiarowych.

Nacisk pomiarowy czujnika powinien wynosié:

1) (2,0+0,4) N ~ dla maszyn z wzorcami kreskowymi,

2} (0 +3 )N (regulowany) — dla maszyn z interferometrem laserowym.

Oznaczenia

Maszyna powinna mie¢ wykonane na stale oznaczenia:
1)  nazwa lub znak wytwércy,

2) typ i zakres pomiarowy,

3) numer fabryczny,

4) nadany znak zatwierdzenia typu.

Charakterystyki metrologiczne

Bledy graniczne dopuszczalne wskazafi maszyny
1)  zwzorcami kreskowymi wynosza;
a) +I pm — w zakresie pomiarowym czujnika 100 pm,
b) +(0,5+5-L) pm — w zakresie pomiarowym wzorca milimetrowego do 100 mm,
¢) 0,5+ 10-L) um — w zakresie pomiarowym wzorca decymetrowego ponad 100 mm,
gdzie L jest wartoscia liczbowa dlugosci mierzonej wyrazonej w metrach,
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2) zwzorcem kreskowym i interferometrem laserowym wynosza:
a) *(0,3 +0,4: L) pm — w zakresie pomiarowym wzorca milimetrowego do 508 mm,
gdzie L jest wartodcig liczbowa dlugosci mierzonej wyrazonej w metrach,
b) *1,5 pm — w zakresie pomiarowym interferometru laserowego.

2. Rozrzut wskazan czu_]mka wyrazony przez odchylenie §rednie kwadratowe nie powinien przekraczaé
warto$ci £0,2 um.

3. Zmiana wskazan czujnika optycznego, spowodowana naciskiem bocznym na trzpiefi pomiarowy, nie
powinna przekracza¢ wartosci 0,3 pum. :

4. Zmiana wskazafi czujnika, spowodowana dziataniem urzadze zaciskowych, nie powinna
przekracza¢ wartosei 0,5 pm.

Warunki witasciwego stosowania

§15.1. Maszyna powinna by¢ ustawiona na stabilnej podstawie, wolnej od drgafn i wstrzaséw,
W pomieszczeniu o temperaturze (20 = 1) °C.

2. Maszyng nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i namagnesowaniem.

3. Maszyn¢ nalezy utrzymywaé w czystosci i konserwowag.

Dowody kontroli metrologiczne]j

§16.1. Dowodem kontroli metrologicznej maszyny, zgloszonej do uwierzytelnienia na wniosek
~ zainteresowanego, jest §wiadectwo uwierzytelnienia.

2. Waznos¢ §wiadectwa wygasa z chwilg stwierdzenia, ze maszyna nie spelnia wymagan niniejszych
przepiséw.

3. Termin, do ktorego maszyny zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub
uZytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 58
PREZESA - GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 8 maja 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
maszyn pomiarowych jednowspélrzednos$ciowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie mstruqu sprawdzania maszyn pomlarowych _]ednowspélrzqdnosclowych zwanych
dalej ,maszynami”, stanowiacq zatagcznik do niniejszego zarzadzenia,

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodno$ci wlasciwoéci maszyn pomiarowych
jednowspétrzednosciowych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o maszynach pomiarowych
Jednowspéhrzednosciowych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 57 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 8 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 12, poz. 64).
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§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziniski

Zalgeznik do zarzydzenia nr 58
Prezess Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 8 maja 1996 r. (poz. 65)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA MASZYN POMIAROWYCH
JEDNOWSPOLRZEDNOSCIOWYCH

Narzedzia pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania maszyn potrzebne sg;
1)  plytki wzorcowe kontrolne albo interferometr laserowy,
2)  autokolimator o wartosci dzialki elementarnej nie wigkszej niz 1",
3) mikrointerferometr,
4) plaska plytka interferencyjna klasy dokladnosci I,
5) dynamometr o wartosci dziatki elémentarnej 0,05N albo waga uchylna lub urzadzenie
dzwighiowe, ' _
6) konik pomocniczy do zamocowania czujnika przedstaWiony na rysunku:

N

a
|

1 - obejma czujnika, 2 - sprezyny plaskie, 3 - trzpief gwintowany, 4 - przeciwnakretka, S - pier§cief do regulacii
wysokosci, 6 - konik maszyny.

Warunki sprawdzania
§ 2.1. Temperatura w pomieszczenin powimia wynosi¢ (20 = '1) °C.
2. Zmiana temperatury w czasie 1 godziny nie powinna przekraczaé 0,1 °C.

3. Maszyna i uzyte do jej sprawdzania wzorce powinny znajdowaé sie w warunkach wymienionych
wust. 1 i 2 co najmniej przez 12 godzin przed sprawdzeniem w celu ustabilizowania sie ich
temperatury.
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. § 3.

§ 4.

§ 5.
§ 6.1.

§ 7.

Przebieg sprawdzania
SiJrawdzanie maszyny obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie konstrukeji i wykonania,
3) wyznaczenie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy:
1) oznaczenia na maszynie wykonane sa zgodnie z wymaganiami § 13 przepiséw o0 maszynach,
2} czesci ruchome przesuwaja si¢ w sposéb plynny, bez zacigé i zahamowan,
3) urzadzenia zaciskowe dzialaja poprawnie,

4) na powierzchniach maszyny, powierzchniach nasadek wymiennych oraz szczek pomiarowych
nie wystepuja uszkodzenia oraz §lady korozji,

5) elementy maszyny nie wykazuja wladciwosci magnetycznych; elementy wykazujace takie
wlasciwosci nalezy odmagnesowac,

6) pola widzenia mikroskopow odczytowych sa oSwietlone réwnomiernie w calym zakresie
obserwacji,

7) w elementach optycznych i o§wietleniowych nie wystepuja defekty utrudniajace obserwacije,

8) kreski i ocyfrowanie podziatki oraz wskazéwka sa wyraZnie widoczne w dowolnym punkcie
zakresu wskazan,

9) przelaczniki zakresow i pokretel regulacyjnych sq opisane czytelnie i dziataja poprawnie,
10) segmenty wyswictlacza oraz wskazniki pomocnicze dziataja poprawnie.
Sprawdzanie konstrukcji | wykonania
Nalezy sprawdzi¢, czy konstrukcja i wykonanie maszyny odpowiadaja wymaganiom § 3, 121 13.

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych nasadek - maszyny nalezy sprawdzi¢ za pomoca
mikrointerferometru.

. Przy okreslaniu chropowatosci prazki inerferencyjne powinny by¢ ustawione prostopadle do sladéow

obrdbki powierzchni sprawdzanej. Warto$é liczbowa parametru R, nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

=m L
Rus=m 2"
gdzie:

m - najwigksze odchylenie prazka od prostoliniowosci w granicach odcinka elementarnego
przy przyjeciu jako jednostki odchylenia odleglosci miedzy sasiednimi prazkami
interferencyjnymi,

A — dlugoéc fali zastosowanego $wiata.

Przyjmuje sig, ze warto$¢ parametru R, odpowiada warto$ci parametru R, .

Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nasadek pomiarowych plaskich nalezy
§prawdzié za pomocq plaskiej plytki interferencyjnej w nastepujacy sposdb:

1) przylozy¢ plytke interferencyjna do badanej powierzchni i docisnac jg lekko, tak aby ukazat sig
obraz prazkéw interferencyjnych, i pochylajac plytke interferencyjna doprowadzi¢ do takiego
jej polozenia wzglgdem powierzchni sprawdzanej, w ktorym obserwuje si¢ najmniejsza liczbe
prazkéw,

2) wyznaczy¢ odchylenie prazkow mterferencyjnych od prostolmlowoscl m, przyjmujac za
jednostke ochylenia odlegtos¢ migdzy sasiednimi prazkami, jezeli prazki tworzg linie otwarte;
jezeli prazki interferencyjne tworza linie zamknigte, m réwna si¢ liczbie zaobserwowanych

prazkéw,
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§ 8.1.

§ 9.1.

3) obliczy¢ odchylenie od plaskosci p wedhug wzoru:
= - _&_
p=ma

gdzie A4 - dhugos¢ fali éwiatta stosowanego do uzyskania interferencji; przy obserwacji w $wietle
dziennym przyjmuje si¢ A= 0,6 pm,
4) okredli¢ kierunek “odchylenia od plaskosci powierzchni sprawdzanej (wklestosé ,—~” Ilub
wypuklos¢ ,,.+”), przy czym dla prazkéw interferencyjnych tworzacych linie:
a) otwarte ~ powierzchnia jest wypukta, gdy prazki sa wygiete w kierunku od miejsca
zetknigcia obu powierzchni, a wklgsta, gdy prazki sa wygiete do migjsca zetknigcia,
b) zamknigte — powierzchnia jest wypukla, gdy po lekkim naciénigciu plytki prazki roz-
chodza si¢ od $rodka, a wkigsta, gdy prazki zbiegajasie do srodka.
Prostoliniowo$¢ przesuwu konika z trzpieniem nastawczym na prowadnicach toza maszyny nalezy

sprawdzi¢ za pomoca autokolimatora umieszczonego na gornej powierzchni loza i zwierciadla
odbijajacego, zamocowanego na korpusie konika przesuwnego, jak przedstawiono na rysunku:

3 2

[/ [ s

1 - konik z trzpieniem nastawczym, 2 - karetka pomiarowa, 3 - czujnik, 4 - autokolimator, 5 - zwierciadlo.

Autokolimator nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby wiazka promieni odbita od powierzchni
zwierciadla padata w Srodek obiektywu autokolimatora. :

. Przesuwajac konik na prowadnicach loza maszyny, nalezy odczyta¢ zmiang wskazan na podzialce

autokolimatora.
Najwicksza réznica wskazan autokolimatora stanowi odchylenie od prostoliniowosci.

Nacisk pomiarowy trzpienia czujnika moina sprawdzi¢ za pomoca wagi uchylnej, urzadzenia
dZwigniowego z odpowiednimi obciaznikami lub dynamometru.

. Sprawdzenie nacisku pomiarowego za pomoca wagi uchylnej nalezy przeprowadzié w nastepujacy

sposdb:

1) czujnik wymontowaé z maszyny i zamocowaé w podstawie pionowej (np. w podstawie
czujnika optycznego),

2) czujnik z podstaws i wagg ustawié obok siebie, najlepiej na ptycie pomiarowe;j,

3) nasadke kulista czujnika doprowadzié¢ do zetknigcia z szalka wagi,

4) przesuwajac plynnie czujnik ku dolowi, odnotowaé wskazania wagi odpowiadajace kolejnym

wskazaniom czujnika co najmniej w trzech punktach zakresu pomiarowego (na poczatku,
w $rodku i na koncu),

5) przesuwajac czujnik stopniowo ku gérze, odezytaé wskazania wagi — przy powrotnym ruchu
trzpienia pomiarowego — dla tych samych punktéw zakresu pomiarowego,

6) najwicksza ze znalezionych wartosci stanowi wartoéé nacisku pomiarowego czujnika, przy
czym nalezy przyja¢, ze 1 N odpowiada ciezarowi o masie 100 g
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3. Sprawdzenie nacisku pomiarowego za pomocs urzadzenia dzwigniowego polega na przylozeniu do
trzpienia pomiarowego sity réwnowazacej nacisk pomiarowy w sprawdzanym punkcie zakresu
pomiarowego, jak przedstawiono na rysunku:

1 4
d

Rl O

—LaIES T NES

1 - wieszak, 2 - diwignia, 3 - odwazmik, 4 - tuleja redukcyjna.

4. Nacisk pomiarowy czujnika moima réwniez zmierzy¢é za pomocg dynamometru, mierzqé sitg
potrzebna do przemieszczenia trzpienia pomiarowego czujnika.

Wyznaczanie charakterystyk metrologicznych

§10.1. Bledy wikazah maszyny w zakresic pomiarowym czujnika nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytek
wzorcowych kontrolnych w nastgpujacy sposb:

1) przygotowaé plytki wzorcowe o dlugosciach nominalnych tak stopniowanych, aby mozliwe
bylo wyznaczenie bledéw wskazaf w calym zakresie pomiarowym czujnika, np. 1,00 mm,
1,01mm, 1,04 mm, 1,07 mm, 1,10 mm oraz 0,90 mm, 0,93 mm, 0,96 mm i 0,99 mm,

2) zalozyé nasadki z powierzchniami kulistymi na trzpiefi pomiarowy czujnika i trzpieni nastawczy

. konika, .

3) przesuwajac konik, doprowadzié do zetknigcia powierzchni pomiarowych nasadek,

4) ustawié of nasadki trzpienia nastawczego konika za pomocg $rub regulacyjnych w osi
pomiarowej trzpienia czujnka, pokrecajac wolno $rubami regulacyjnymi we wzajemnie
prostopadtych ptaszczyznach az do uzyskania maksymalnego wskazania czujnika,

5) przesuwajac karetkg pomiarowa lub trzpiefi nastawczy konika, odsuna¢ jedna z nasadek
i umiescié plytke wzorcowa o dlugoSci nominainej 1 mm pomigdzy powierzchniami
pomiarowymi nasadek,

6) ustawi¢ czujnik na wskazanie zerowe i unieruchomi¢ elementy przesuwne za pomoca srub
zaciskowych,

7) sprawdzi¢ zmiang¢ wskazania zerowego,

8) zastepujac piytke o diugosci nominalnej 1 mm kolejno pozostalymi plytkami, odczytac
odpowiadajace im wskazania czujnika,

9) obliczyé bledy wskazan e, czujnika w sprawdzanych punktach zakresu pomiarowego wedlug
wzoru:

e=4a,— (l; - lo) ’
gdzie:
a — wskazanie czujnika,
I, — dlugoi¢ drodkowa plytki wzorcowej uzytej do ustawienia wskazania zerowego
czujnika,
I, - dlgosé érodkowa plytki wzorcowej uzytej do wyznaczenia bledu wskazania czujnika

. w sprawdzanym punkcie zakresu pomiarowego czujnika.
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2. Bledy wskazai maszyny w zakresie pomiarowym do 100 mm nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytek
wzorcowych kontrolnych w kilku punktach zakresu pomiarowego, np. 10 mm, 25 mm, 50 mm,
75 mm i 100 mm, w nastgpujacy sposéb:

1}  zalozyé nasadki pomiarowe z powierzchniami kulistymi i ustawi¢ je w osi pomiarowe;,

2) ustawié¢ karetk¢ pomiarows i konik w takim polozeniu, aby wskazania maszyny na wzorcu
milimetrowym i decymetrowym wynosily zero; unieruchomi¢ karetk¢ pomiarows i konik za .
pomocy, Srub zaciskowych,

3) ustawié wskazanie czujnika na zero przesuwajac trzpien nastawczy w koniku,

4) sprawdzi¢ stato§¢ wskazania zerowego czujnika; jezeli wskazanie si¢ zmieni, nalezy je
skorygowaé, .

5) zwomié $rubg zaciskowa karetki pomiarowej i przesuna ja w takie polozenie, aby wskazanie
maszyny na wzorcu milimetrowym odpowiadato diugosci nominalnej uzytej do sprawdzania
plytki wzorcowej, ‘

6) zamocowaé na stoliku nastawczym plytke WZorcows, i przesuwem pionowym stolika
wprowadzi¢ ja pomigdzy powierzchnie pomiarowe nasadek przy odciagnigtym trzpieniu
pomiarowym czujnika, jak przedstawiono na rysunku:

[l

1 - konik z trzpieniem nastawczym, 2 - pomiarowa, 3 - czujnik, 4 - plytka wzorcowa, 5 - stolik nastawczy,

2

7) ustawi¢ plytke wzorcowa za pomoca pionowego i poziomego przesuwu stolika, tak aby
powierzchnie pomiarowe nasadek stykaly si¢ w $rodku geometrycznym powierzchni
pomiarowych plytki wzorcowej,

8) znalezé minimalne wskazania czujnika, odpowiadajace dtugoéci srodkowej plytki wzorcowej,
przez obrét lub pochylanie stolika,

9) odczytaé wskazanie maszyny,
10) wyznaczyé wskazania maszyny dla pozostatych punktéw sprawdzanego zakresu pomiarowego,
11) obliczy¢ bledy wskazan maszyny e, w sprawdzanych punktach zakresu pomiarowego wedlug

wzZoru:
€= br’ - lr »
. gdzie:
b, - wskazanie maszyny w sprawdzanym punkcie zakresu pomiarowego,
l; - diugosé srodkowa plytki wzorcowej uzytej do sprawdzania.

3. Bledy wskazai maszyny w zakresie pomiarowym do 1 m nalezy wyznaczyé za pomoca plytek
wzorcowych o dlugosciach nominalnych stopniowanych co 100 mm, w nastgpujacy sposGb:

1)  ustawi¢ wskazanie maszyny na zero; w czasie dalszego sprawdzania wolno przesuwaé tylko
konik na tozu prowadnicy,

2) ustawi¢ wskazanic maszyny na warto$é odpowiadajaca dlugosci nominalnej uzytej do
sprawdzania ptytki wzorcowej, ‘




poz. 65 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 12/96 394
3) zamocowaé plytke wzorcowg (do 300 mm na stoliku nastawczym, a powyzej 300 mm na
stoliku i podstawce pryzmatycznej) w punktach odlegtych od koficéw plytki 0 0,211 L, gdzie L
jest dhugoscia phytki, jak przedstawiono na rysunku:
1 6 4 5 3 2
o
1 - konik z trzpieniem nastawczym, 2 - karetka pomiarowa, 3 - czujnik, 4 - podstawka pryzmatyczna,
5 - stolik nastawczy, 6 - plytka wzorcowa.
4) ustawié plytke za pomocg pionowego przesuwu podstawki pryzmatycznej oraz pionowego
i poziomego przesuwu stolika, tak aby powierzchnie pomiarowe nasadek stykaty si¢
z powierzchniami pomiarowymi plytki wzorcowej w ich §rodkach geometrycznych,
5) znalezé minimalne wskazanie czujnika odpowiadajace diugosci srodkowe; plytki za pomoca
pionowego i poziomego przesuwu stolika,
6) odczyta¢ wskazanie maszyny,
7) wyznaczyé wskazania maszyny dla pozostalych punktéw w sprawdzanym zakresie pomia-
rowym,
8) obliczyé bledy wskazah maszyny w sprawdzanym punkcie zakresu pomiarowego w sposob

podany w ust. 2 pkt 11. :

4. Bledy wskazan maszyny w zakresie pomiarowym powyzej 1 m naleZy wyznaczy¢ etapami za
pomoca, plytek wzorcowych, czujnika z nasadka kulista oraz specjalnego konika przeznaczonego do
zamocowania czujnika, dzielac zakres pomiarowy maszyny na przedzialy o dlugosci 1 m; punktem
wyjécia przy sprawdzaniu kazdego kolejnego przedzialu zakresu pomiarowego jest ostatnie
polozenie konika z trzpieniem nastawczym, uzyskane przy sprawdzaniu poprzedniego przedziahu.

W tym celu nalezy: .

1)

2)

3)

umieéci€ na lozu maszyny konik pomocniczy z zamocowanym czujnikiem, tak aby
powierzchnia nasadki pomiarowej czujnika zetkneta si¢ z powierzchnia pomiarowa nasadki
trzpienia konika, jak przedstawiono na rysunku:

N

ﬁ

1 - konik z trzpieniem nastawczym, 2 - karetka pomiarowa, 3 - czujnik, 4 - konik pomocniczy.

ustawié nasadke czujnika wspétosiowo z nasadka trzpienia konika za pomoca poziomego
i pionowego przesuwu czujnika w koniku pomocniczym,

ustawi¢ wskazanie czujnika na warto$é odpowiadajaca bledowi poprzednio sprawdzanego
przedziatu,
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4) wyznaczyé bledy wskazan dla pozostatych sprawdzanych punktéw zakresu pomiarowego
maszyny W sposob opisany w ust. 3, umieszczajac plytki wzorcowe na maszynie w sposéb
przedstawiony na rysunku:

1 4

o T T

1 - konik z trzpieniem nastawczym, 2 - karetka pomiarowa, 3 - czujnik, 4 - podstawka pryzmatyczna,
5 - stolik nastawczy, 6 - plytka wzorcowa, 7 - konik pomocniczy.

5) po sprawdzeniu calego zakresu pomiarowego, sprawdzié prawidtowosé wskazania Zerowego
maszyny, przesuwajac konik z trzpieniem nastawczym, tak aby powierzchnie pomiarowe
nasadki trzpienia zetknely sie z nasadka czujnika karetki pomiarowe;j.

5. Bledy wskazari maszyny mozna réwniez wyzmaczyé bezpodrednio za pomoca interferometru
laserowego, poréwnujac jego wskazania ze wskazaniami maszyny.
§11.  Rozrzut wskazai czujnika nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposab:
1} zalozyé nasadke z powierzchnia kulista na trzpiei pomiarowy czujnika, a nasadke
z powierzchnia ptasks o srednicy 8 mm na trzpien nastawczy konika,
2) przesuwajac konik, doprowadzi¢ do zetknigcia powierzchni pomiarowych nasadek,

3) przesuwem trzpienia nastawczego komika ustawié¢ wskazanie czujnika na wybrana wartoéé
i unieruchomi¢ elementy przesuwne za pomoca $rub zaciskowych,

4) odczytaé dziesie¢ wskazan czujnika, kazdorazowo odsuwajac i zwalniajac trzpien pomiarowy
za pomoca dZzwigienki,
5) obliczy¢ odchylenie Srednie kwadratowe s wedtug wzoru:

5= \P:;]‘ (a:—a)’

n-—1

gdzie:
. a; — i-te wskazanie czujnika,
d - srednia arytmetyczna wskazafi czujnika,
n  — liczba wskazanh czujnika,

6) | odchylenie $rednie kwadratowe nalezy wyznaczyé w co najmniej trzech punktach zakresu
pomiarowego (na poczatku, w $rodku i na koricu),

7) rozrzutem wskazafi czujnika jest najwigksza z otrzymanych wartosci odchylest $rednich
kwadratowych.

§12. Zmiane wskazan czujnika, spowodowana naciskiem bocznym na trzpien pomiarowy nalezy

sprawdzi¢ za pomoca plytki wzorcowej o dlugoéci nominalnej 5 mm w nastgpujacy sposéb:

1) zalozy¢ nasadke kulista na trzpien pomiarowy czujnika, a nasadk¢ z powierzchnia plaska
o $rednicy 8 mm na trzpien nastawczy konika,

2) przesuwajac konik, zblizyé powierzchnie pomiarowe nasadek na odleglosé okoto 5 mm,

3) umiescié¢ plytke wzorcowa pomiedzy powierzchniami pomiarowymi nasadek i przesuwajac
trzpief nastawczy w koniku, ustawi¢ wskazanie czujnika w poblizu zera,

4)  okresli¢ najwigksza réznice wskazan czujnika, przesuwajac plytke wzorcowa prostopadle do
osi pomiarowej maszyny w réznych kierunkach.
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§13.

_ Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze maszyné odpowiada wymaganiom przepisow
o maszynach, wydaje si¢ swiadectwo uwierzytelnienia z wynikami sprawdzenia.

66

ZARZADZENIE NR 59
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 8 maja 1996 r. -

w sprawie wprowadzenia instrukeji sprawdzania plytek wzorcowych
metoda poréwnawczy za pomocy przyrzadéw czujnikowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukecj¢ sprawdzania plytek wzorcowych metoda poréwnawcza za pomocq
przyrzadéw czujnikowych.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgoﬂnos';ci wiasciwosci piytek wzorcowych
z wymaganiami przepiséw metrologicznych o plytkach wzorcowych, wprowadzonych zarzadzeniem
nr 89 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 31 lipca 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiemictwa Nr 16,
poz. 88).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia og%oszema

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 59
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 8 maja 1996 r. (poz. 66)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PLYTEK WZORCOWYCH METODA
POROWNAWCZA ZA POMOCA PRZYRZADOW CZUJNIKOWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzqdienia pomochicze
stosowane do sprawdzania

§ L.1. Do sprawdzanla plytek wzorcowych potrzebne sa:

1) przyrzad czu_]mkowy optyczny z dziatka elementarna o wartosei 0,2 pm lub przyrzad
czujnikowy elektroniczny z dzialka elementarng o wartosci co najmniej 0,02 pum,

.‘ 2) plytki wzorcowe kontrolne,

3} plaska plytka interferencyjna,

4) termometr stykowy z dziatka elementamq o wartosci nie wigkszej niz 0,1 °C,
5) obsada do plytek wzorcowych,

0) pinceta,

7)  kamien drobnoziarnisty.

. Plytki wzorcowe kontrolne i plaska plytka interferencyjna powinny by¢ dobrane zgodnie z instrukcja

0golng sprawdzania plytek wzorcowych.
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Warunki sprawdzania
§ 2. Warunki, w jakich nalezy sprawdzaé plytki wzorcowe, powinny odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w instrukcji ogélnej sprawdzania plytek wzorcowych.
Przebieg sprawdzania
§ 3.1. Sprawdzanie plytek wzorcowych obejmuje:

1)  ogledziny zewngtrzne,

2) sprawdzenie chropowatosci powierzchni pomiarowych,

3) sprawdzenie przywieralnosci powierzchni pomiarowych,

4) wyznaczenie odchylenia od plaskosci powierzchni pomiarowych,

5) wyznaczenie blgdéw diugosci plytki:

a) bledu dlugosci §rodkowe;j,
b) bledéw ekstremalnych dhugosci,
6) wyznaczenie odchylenia od plaskoréwnoleglosci powierzchni pomiarowych,
- 7T)  okreslenie klasy dokfadnosci poszczegélnych plytek wzorcowych oraz kompletu plytek.
2. Sprawdzen okreSlonych w pkt 1-4 oraz w pkt7 nalezy dokonaé wedlug instrukcji ogdlne;j
sprawdzania ptytek wzorcowych. '
Wyznaczenie bledéw diugoéei plytki | odchylenia od ptaskoréwnoleglo$ci
powierzchni pomiarowych
§ 4. Bledy dlugosci plytki oraz odchylenie od plaskoréwnoleglosci powierzchni pomiarowych wyznacza
si¢ przez poréwnanie dhugosci plytek wzorcowych sprawdzanych z dhugosciami plytek wzorcowych
kontrolnych o tych samych dtugoéciach nominalnych.
§ 5.1. Przed przystapieniem do pomiaru plytek wzorcowych nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni
pomiarowej stolika oraz na powierzchni obsady do plytek nie wystepuja zadziory,
2. W tym celu nalezy:

1) przemy¢ powierzchnie sprawdzane odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrze¢ do sucha,

2) do powierzchni pomiarowej stolika przylozyé powierzchnie pomiarowa plaskiej plytki
interferencyjnej i sprawdzi€, czy przy delikatnym przesuwaniu plytki nie wyczuwa sig
zarysowan oraz czy nie ma widocznych miejscowych zmian zabarwienia, ktére swiadcza
o wystegpowaniu zadziorow; wykryte zadziory nalezy usunaé za pomoca kamienia
drobnoziarnistego, np. typu Missisipi, :

3) sprawdzié stan powierzchni obsady do plytek, stykajacej si¢ z powierzchnig pomiarows stolika,
w sposéb opisany w pkt 2,

4) sprawdzic, czy na powierzchniach gniazd, w ktérych umieszcza sie pordwnywane plytki, nie
wystepuja zadziory; wykryte zadziory nalezy usunaé.

§ 6. Blad dlugosci srodkowej, bledy ekstremalne diugosci oraz odchylenie od plaskoréwnolegtosci

powierzchni pomiarowych plytki wzorcowej nalezy wyznaczyé w nastgpujacy sposob:
1)  w przyrzadach czujnikowych optycznych

a) ustawi¢ na stoliku pomiarowym obsadg¢ i za pomoca pincety umiesci¢ w jej gniazdach
poréwnywane ptytki wzorcowe, _

b) plytke wzorcowa kontrolna umiescié w lewym gniezdzie obsady, natomiast plytke
sprawdzana w gniezdzie prawym,

c) przesunaé obsade z plytkami tak, aby plytka wzorcowa kontrolna znalazla si¢ pod
koficéwka pomiarowa czujnika w punkcie odpowiadajacym $rodkowi geometrycznemu
powierzchni pomiarowej plytki,

d) doprowadzi¢ koricéwke pomiarowa czujnika do zetknigcia z powierzchnia pomiarows
plytki wzorcowej kontrolnej i ustawi¢ zerowe wskazanie czujnika (@ = 0),
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¢) podnies¢ koncowke pomiarowa czujnika oraz doprowadzi¢ ja do zetknigcia z punkiem

)

odpowiadajacym $rodkowi geometrycznemu powierzchni pomiarowej plytki sprawdzane_]
i odczytaé wskazanie b czujmka,

sprawdzi¢ poprawno$¢ ustawienia wskazania zerowego na plytce wzorcowej kontrolne_],

g) ustawi¢ ponownie ptytke sprawdzana pod koficéwka pomiarows czujnika i odczyia¢ jego

h)

i)
k)

)

wskazanie b wpunkcie 2, odpowiadajacym Srodkowi geometrycznemu powierzchni
pomiarowej, oraz w punktach 3, 4, 5 i 6 przedstawionych na rysunku:

Plytka wzorcowa ' Plytka wzorcowa
kontrolna SR sprawdzana
L e
\ -
4 +1
3 4
+ +
1 2
6 5
+

wykona¢ wszystkie pomiary co najmniej trzykrotnie, sprawdzajac kazdorazowo, czy
wskazanie na plytce wzorcowej kontrolnej nie uleglo zmianie,

pomiary nalezy dokona¢ dla obu powierzchini pomiarowych plyiki wzorcowej sprawdzane;,
obliczy¢ blad dhugosei srodkowej w plytki wzorcowej wedlug wzoru:

Hwk+(b'—a):

— btad diugosci $rodkowej phytki wzorcowej kontrolnej,
— wskazanie przyrzadu czujnikowego dla $drodka geometrycznego powierzchni
pomiarowej plytki wzorcowej kontrolnej,
— wskazanie przyrzadu czojnikowego dla $rodka geometrycznego powierzchni
pomiarowej plytki wzorcowej sprawdzane;;
jako Wymk ostateczny bledu diugosci srodkowej w plytki wzorcowej przyjac Wartosc
mniejsza z warto$ci wyznaczonych dla obu potozen plytki wzorcowej,

obliczy¢ bledy ekstremalne diugosci plytki wzorcowej w,,, i w,;, wedlug wzordw:

W, =w+(b,.—a),

mex

Woin = Wi ¥ (B —4)
gdzie b, 1 b, — wskazania przyrzadu czujnikowego odpowiadajace najwickszej -
i najmniejsze] wartoSci z uzyskanych wartoéci wskazan dla punktéw 2, 3, 4, 51 6
powierzchni pomiarowej ptytki wzorcowej sprawdzane;j;

jako wynik ostateczny przyjac wartosc1 wigksze z wartosci wyznaczonych dla obu polozen
plytki wzorcowej,

m) wyznaczy¢ odchylenie od plaskordwnoleglosci powierzchni pomiarowej plytki wzorcowe;,

okreslajac odchylenia r, i r, wedtug wzoréw:
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§ 7.

§ 8.

2)

r=ba

-b,
r,=b-b, ,

suma odchylei 7, i , okresla odchylenie od ptaskoréwnolegtosci powierzchni pomiarowej
plytki wzorcowej;

odchylenie od ptaskoréwnoleglosci nalezy wyznaczyé dla obu powierzchni pomiarowych
plytki wzorcowej; jako wynik ostateczny przyjaé wartosci wicksze z wartodci
wyznaczonych dla obu polozen plytki wzorcowe;j,

‘okresli¢ klase doktadnosci sprawdzanej plytki wzorcowej, poréwnujac otrzymane w wyniku

pomiaréw wartosci bledéw dhugosci plytki w pieciu punktach powierzchni pomiarowej oraz
wartosci odchylenia od plaskoréwnoleglosci z dopuszczalnymi warto§ciami tych bledow
ustalonymi w przepisach o plytkach wzorcowych,

w przyrzadach czujnikowych elektronicznych

a)

b)

c)

d)

g)
h)

k)

)

umocowac na stoliku pomiarowym obsade do ptytek i w jej gniazdach umiescié za pomoca
pincety pordwnywane plytki wzorcowe,

plytk¢ wzorcowa kontrolng umieécié w tylnym gniezdzie obsady, natomiast plytke
sprawdzang w gniezdzie przednim,

przesuna¢ obsadg z plytkami tak, aby plytka wzorcowa kontrolna znalazia si¢ migdzy
koficowkami pomiarowymi obu czujnikéw w punkcie odpowiadajacym $rodkowi
geometrycznemu powierzchni pomiarowych plytki,

wlaczy¢ przyrzad czujnikowy i ustawié przetacznik zakreséw w polozenie odpowiadajace
dzialce elementarnej o wartoséci 0,01 pm lub 0,02 um,

doprowadzi¢ koficowki pomiarowe czujnikéw do zetknigcia z  powierzchniami
pomiarowymi plytki wzorcowej kontrolnej w ich $rodkach geometrycznych i ustawié
zerowe wskazanie urzadzenia wskazujacego (@ = 0),

odsuna¢ za pomoca urzadzenia pneumatycznego koficéwki czujnikéw od powierzchni
pomiarowych plytki wzorcowej kontrolnej i przesuwajac obsade z plytkami ustawié plytke
wzorcows sprawdzana, tak aby $rodki geometryczne jej powierzchni pomiarowych znalazty
si¢ migdzy koficowkami czujnikéw,

zwolni¢ urzadzenie pneumatyczne i odczytaé wskazanie b,

sprawdzi¢ poprawno$¢ przeprowadzonych pomiaréw, kontrolujac wskazanie a przy
ponownym zetknigciu koncéwek pomiarowych czujnikéw z powierzchniami pomiarowymi
ptytki wzorcowej kontrolnej; w razie stwierdzenia zmiany tego wskazania nalezy je
skorygowat i powtérnie odczytaé wskazanie b na plytce wzorcowej sprawdzane;,
przemieszczajac delikatnie obsade z plytkami, okresli¢ wskazania ekstremalne B 1 By
w tym celu doprowadzié koficowki pomiarowe czujnikéw do zetkniecia kolejno w punktach
2,3,4,5i6 - jak opisano w pkt 1 lit. g — powierzchni pomiarowych plytki wzorcowej
sprawdzanej,

wykona¢ wszystkie pomiary co najmniej trzykrotnie, sprawdzajac kazdorazowo, czy
wskazanie na ptytce wzorcowej kontrolnej nie ulegto zmianie, )

obliczy¢ blad dlugosci srodkowej, bledy ckstremalne dlugosci oraz odchylenia od
plaskoréwnolegtosci powierzchni pomiarowych plytki WZOrcowej w sposob opisany
wpkt 1 lit. k—m,

m) ustali¢ klase doktadnosci ptytki wzorcowej zgodnie z pkt 1 lit. n.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

Wyniki sprawdzenia plytki wzorcowej wpisuje si¢ do zapiski sprawdzania, ktorej wzor stanowti
zalacznik do niniejszej instrukeji.

Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze plytki wzorcowe odpowiadaja wymaganiom
przepiséw metrologicznych o plytkach wzorcowych, nalezy wydaé¢ $wiadectwo uwierzytelnienia

z wynikami sprawdzenia.
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Zalgeznik

do instrukeji sprawdzania

plytek wzorcowych metody poréwaawcezy
22 pomocy przyrzadéw cznjnikowych
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ZARZADZENIE NR 60
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 8 maja 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o przyrzgdach mikrometrycznych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o przyrzadach mikrometrycznych, stanowigce zatacznik do
niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ przyrzady mikro-
metryczne podlegajace kontroli metrologicznej, warunki whasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowodéw kontroli metrologiczne;.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
Zalgeznik do zarzgdzenia nr 60
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 8 maja 1996 r. (poz. 67)
PRZEPISY METROLOGICZNE
O PRZYRZADACH MIKROMETRYCZNYCH
Postanowienia ogélne

§ 1. Przepisy dotycza przyrzadéw mikrometrycznych z odczytem analogowym albo cyfrowym.

§ 2. Przyrzad mikrometryczny jest to przyrzad pomiarowy, w ktérym wzorcem odniesienia jest sruba
mikrometryczna wspolpracujaca z nakretka albo elektronicznym przetwormikiem cyfrowym.

§ 3. Ze wzgledu na rodzaj mierzonego wymiaru rozréinia si¢ nastepujace rodzaje przyrzadéw

mikrometrycznych:
1) do pomiaru wymiaréw zewnetrznych:
a) mikrometr zewng¢trzny z powierzchniami pomiarowymi plaskimi,

b) mikrometr zewnetrzny z powierzchniami pomiarowymi plaskimi z wymiennym
kowadetkiem,

¢) mikrometr zewnetrzny z kowadetkiem kulistym, _
d) mikrometr zewnetrzny z powierzchniami pomiarowymi kulistymi,
e) mikrometr do kot zebatych,
f) mikrometr do drutu,
g) mikrometr do rur,
2)  do pomiaru wymiaréw wewnetrznych:
a} mikrometr wewnetrzny,
b) érednicowka mikrometryczna stata,
¢) Srednicéwka mikrometryczna sktadana,
d) érednicéwka mikrometryczna tréjpunktowa,
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§ 4.1.

§ 5.

§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.

3) do pomiaru wymiaréw mieszanych:
a) glowica mikrometryczna,
b) glebokosciomierz mikrometryczny,
¢) glebokosciomierz mikrometryczny z wymienna koncéwka wrzeciona.

Material, konstrukcja i wykonanie

Pod wzgledem materialu, konstrukcji i wykonania przyrzady mikrometryczne (z wyjatkiem
mikrometréw wewnetrznych i srednicdéwek trGjpunktowych) powinny odpowiadaé wymaganiom
norm:

1) PN-80/M-53202 Przyrzady mikrometryczne,

2) PN-72/M-53200 Przyrzady mikrometryczne. Wymagania,

3) PN-76/M-53245 Srednicowki mikrometryczne.

. Mikrometry wewnetrzne i Srednicéwki mikrometryczne tréjpunktowe pod wzgledem materiatu,

konstrukeji i wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez wytworcg.

Mikrometry o dolnej granicy zakresu pomiarowego wigkszej niz zero powinny mie¢ w komplecie
wzorce dhugosci o wymiarze réwnym dolnej granicy zakresu pomiarowego.

Powierzchnie przyrzadu mikrometrycznego nie powinny miec zadr i pekniec.
Powierzchnie pomiarowe przyrzadu mikrometrycznego nie powinny mie¢ rys i §ladéw korozji.
Krawedzie i czgsci radetkowane przyrzadu mikrometrycznego nie powinny byé ostre.

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych przyrzyrzadu mikrometrycznego powinna byé taka, aby
wartos¢ parametru R, nie przekraczata:

1) 0,4 pm — dla powierzchni pomiarowych plaskich,

"~ 2) 0,8 pm— dla powierzchni pomiarowych kulistych.

§10.

§11.

§12.
§13.1.

Przyrzady mikrometryczne powinny by¢ nienamagnesowane.

Oznaczenia

Na przyrzadzie mikrometrycznym powinny byé wykonane trwate oznaczenia:

1} nazwa lub znak wytworcy,

2} numer identyfikacyjny,

3) wartos¢ dolnej i gérnej granicy zakresu pomiarowego,
4) wartos¢ dzialki elementarnej. '

Charakterystyki metrologiczne
Nacisk pomiarowy przyrzadu mikrometrycznego nie powinien przekraczaé granic 3+ 10)N.

Dopuszczalne odchyleliia od plaskosci powierzchni poﬁ]jardwych plaskich przyrzadu mikro-
metrycznego podano w tablicy:

Przyrzad mikrometryczny Dopuszczalne odchylenie od plaskosci
powierzchni pomiarowych '
pm
Mikrometr i glowica mikrometryczna 0,9
Gigbokosciomicrz 1,8

. Odchylenic od plaskodci na obrzezu powierzchni pomiarowej o szerokosci 0,3 mm moze

przekracza¢ w glab materiatu wartosci podane w ust. 1 (tablica).
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§14.1. Dopuszczalne odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych plaskich przyrzadu

§15.

§16.

mikrometrycznego podano w tablicy:
Zakres pomiarowy Dopuszczalne Zakres pomiarowy Dopuszczalne
Dolna granica | Gérna granica | ﬁmﬁ:’;ﬁ;’g Dolna granica | Gérna granica :’:;ﬁ?;’;:g
mm pm mm pm
0 25 2 | soo 525 12
25 50 2 | s 550 12
50 75 3 550 575 12
75 160 3 575 600 12
100 125 4 600 625 14
125 150 4 625 650 14
150 175 5 650 675 14
175 200 5 675 700 14
200 225 6 700 725 16
225 250 6 725 750 16
250 275 7 750 775 16
275 300 7 775 800 16
300 325 8 800 825 18
325 350 8 825 850 18
350 375 9 850 875 18
375 400 9 875 900 18
400 425 10 900 925 20
425 450 10 925 950 20
450 475 11 | 950 975 20
475 500 11 | 975 1000 20
Dopuszczalne odchylenia od réwrgbleglosci sg okreslone z uwzglednieniem wartodci nacisku pomiarowego
podanego w § 12.

si¢ dla kazdego elementu wymiennego.

. Dla przyrzadu mikrometrycznego z wymiennymi koficéwkami odchylenie od réwnoleglosci okresla

. Odchylenia od réwnoleglosci nie okresla si¢ dla glebokosciomierzy z wymienng koncoéwka
Wwrzeciona.

Zmiana réwnoleglosci powierzchni pomiarowych spowodowana unieruchomieniem $ruby
mikrometrycznej nie powinna przekraczaé 2 pm. '

Dopuszczalne réznice wskazafi spowodowane odksztalceniem

skutek dziatania sity 10 N podane sa w tablicy:

przyrzadu mikrometrycznego na

Zakres pomiarowy Dopuszczalna réinica Zakres pomiarowy Dopuszczalna réznica
Dolna granica l Gérna granica wskazat H Dolna granica | Géma granica wskazat

mm um 4} mm pm

0 25 2 500 525 18

25 50 2 525 550 18

50 75 3 " 550 575 18

75 100 3 I ss 600 18

100 125 4 600 625 21

125 150 5 625 650 21

150 175 6 650 675 21
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Zakres pomiarowy Dopuszczalna réznica Zakres pomiarowy {7 tiobDiopailimies t6snica
Dolna granica | Gérna granica wskazaf Dolna granica I Géma Eebis bR st

mm wm mm A

175 200 6 675 700 ¢ frirer zopg

200 25 - 7 700 725 | e

225 250 8 725 750 L4

250 275 8 750 775 24

275 300 9 775 800 24

300 325 10 800 825 277

325 350 10 825 850 _ 27

350 375 11 850 875 27 .

375 400 12 875 900 27

400 425 12 900 925 30

425 450 13 925 950 30

450 475 14 950 975 30

475 500 15 975 1000 30

§17.1. Bledy wskazan f i bledy dolnej granicy zakresu pomiarowego f, przyrzadu mikrometrycznego bez
koficowek wymiennych (z wyjatkiem mikrometréw wewngtrznych i $rednicéwek mikrometrycznych
trojpunktowych) nie powinny przekraczaé granic bledéw dopuszczalnych podanych w tablicy:

Zakres pomiarowy Granice bledéw Zakres pemiarowy Granice blgdow
dopuszczalnych dopuszezalnych
' Dolna Géma / A Dolna Gérna f; A
granica granica granica granica
mm pm mm pm
0 25 +4 +2 500 525 +14 -
25 50 +4 +2 525 550 +14 -
50 75 +5 +3 550 575 +14 -
75 100 =5 +3 575 600 +14 -
100 125 +6 44 600 625 +16 -
125 150 +6 +4 625 650 +16 —
150 175 +7 45 650 675 x16 —
175 200 +7 +5 675 700 +16 -
200 225 +8 6 700 725 +18 -
225 250 +8 +6 725 750 +18 -
250 . 275 +9 +7 750 775 +18 -
275 300 £9 +7 775 800 £18 -
300 325 =10 +8 800 825 +20 -
325 350 +10 +§ 825 850 +20 -
350 375 =11 +9 850 875 +20 -
375 400 +]1 +9 875 900 +20 -
400 425 +12 +10 900 925 +22 -
425 450 +]12 10 925 950 +22 -
450 475 +13 *I1 - 950 975 +22 —
475 500 +13 w1 | s 1000 22 -
Granice blgdow dopuszezalnych sa okreglone z uwzglednieniem wartoéci nacisku pomiarowego podanego w § 12.
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2. Dla mikrometréw z wymiennymi korficowkami jako dolng granice zakresu pomiarowego przyjmuje
si¢ najmniejszy wymiar mierzony przy danej koficéwee, a bledy f, okresla sig dla kazdej koficowki
wymienne;j.

3. Dla glowic mikrometrycznych nie okresla si¢ bledéw f,.

§18. Bledy wskazan £ i bledy wskazari dolnej granicy zakresu pomiarowego £, mikrometru wewngtrznego
nie powinny przekracza¢ granic bledéw dopuszczalnych podanych w tablicy:

Zakres pomiarowy Granice bledéw dopuszezalnych

Dolnagranica |  Géma granica £ | A
mm pm

5 30 25 +3

25 50 +8 +6

50 75 +8 6

75 100 +8 6

100 128 +9 +7

125 150 £9 +7

§19. Bledy wskazan $rednicowek trojpunktowych nie powinny przekraczaé granic bledéw
dopuszczalnych podanych w tablicy:

Zakres pomiarowy Granice biedow dopuszczalnych
mm pm
do 30 +4
do 100 16
powyzej 100 18
\

Warunki wiasciwego stosowania

§20.1. Przyrzady mikrometryczne przed uzyciem nalezy oczyicié, a po uzyciu zakonserwowaé
i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Przyrzadéw mikrometrycznych ze wskazaniem cyfrowym nie wolno znakowaé elektropisakami.

3. Przyrzady mikrometryczne z przetwornikiem cyfrowym nalezy chronié przed zabrudzeniem,
kontaktem z ptynami, wysoka wilgotnoscia i polem magnetycznym.

Dowody kontroli metrologicznej

§21.1. Dowodem kontroli metrologicznej przyrzadu mikrometrycznego, zgloszonego do uwierzytelnienia
na wniosek zainteresowanego, jest §wiadectwo uwierzytelnienia.

2. Wainos¢ swiadectwa wygasa z chwila stwierdzenia, ze przyrzad mikrometryczny nie spetnia
wymagan niniejszych przepisow. '

3. Termin, do ktorego przyrzad mikrometryczny zatwierdzonego typu moze by¢ wprowadzony do
obrotu lub uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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68

ZARZADZENIE NR 61
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 17 maja 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukeji sprawdzania
przyrzgdéw mikrometrycznych czujnikowych.

Na podstawic art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

_§'3.

§ 1.

Wprowadza si¢ instrukcje¢ sprawdzania przyrzadéw mikrometrycznych czujnikowych, stanowiacy
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wilasciwosci przyrzadéw mikro-
metrycznych czujnikowych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o przyrzadach czujniko-
wych mechanicznych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 49 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia
18 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiemictwa Nr 11, poz. 57), oraz z wymaganiami przepisé6w
metrologicznych o przyrzadach mikrometrycznych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 60 Prezesa
Gléwnego Urzedu Miar z dnia 8 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 12, poz. 67).

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordziriski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 61
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 17 maja 1996 r. {poz. 68)

~ INSTRUKCJA SPRAWDZANIA
PRZYRZADOW MIKROMETRYCZNYCH CZUJNIKOWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomochnicze
stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania przyrzadéw mikrometrycznych czujnikowych potrzebne sa:

1) plaska plytka interferencyjna,

§ 2.1.
2.

2) plaskoréwnolegle plytki interferencyjne,

3) plytki wzorcowe,

4) mikrointerferometr,

5) podstawa do mocowania przyrzadéw mikrometrycznych,
6) statyw,

7) odwazmiki o masie 50 g, 250 g i 5 kg,

8) urzadzenie do obciazania przyrzadéw mikrometrycznych,
9) lupa.

Warunki sprawdzania
Przyrzad mikrometryczny czujnikowy powinien by¢ sprawdzany w temperaturze (20 + 2) °C.

Przyrzad mikrometryczny czujnikowy oraz przyrzady pomiarowe i urzgdzenia pomocnicze
stosowane do jego sprawdzania powinny si¢ znajdowaé w tej temperaturze przez co najmniej
3 godziny przed sprawdzaniem. '
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Przebieg sprawdzania
§ 3. Sprawdzanie przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego obejmuje:
1) ogl¢dziny zewnetrzne,
2) sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.
Ogledziny zewnetrzne
§ 4. Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzié:
1) czy pod wzglegdem materiatu, konstrukcji i wykonania przyrzad mikrometryczny czujnikowy
odpowiada wymaganiom przepiséw o przyrzadach czujnikowych mechanicznych,
2) poprawnoéé oznaczen,
3) czy czgsci przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego nie wykazuja wlasciwosci magne-
tycznych; czgsci namagnesowane nalezy odmagnesowacé,
§ 5. Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca mikrointerferometru podczas
badan przy zatwierdzaniu typu.
Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych
_ Sprawdzanie odchylenia od plaskosci powierzchni pomiarowych
§.6. Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca plaskiej plytki
interferencyjnej w nastepujacy sposéb: :
1) przylozyé plaska plytke interferencyjna do dokladnie oczyszczonej powierzchni pomiarowe;
tak, aby powstat obraz prazkéw interferencyjnych,
2)  jezeli prazZki interferencyjne tworzg linie:

a) otwarte — wyznaczy¢ liczbg m okreélajaca maksymalne odchylenie prazkéw interferen-
cyjnych od prostoliniowosci, przyjmujac za jednostke tego odchylenia odieglos¢ miedzy
sasiednimi prazkami,

b) zamknigte — ustali¢ ich liczbg m,

3) obliczy¢ odchylenie p od plaskoéci powierzchni pomiarowych wedtug wzoru:
!
p=m 7
gdzie A — dugo$é fali $wiatta stosowanego do uzyskania interferencji; przy obserwacji
w swietle biatym A= 0,6 um.
Sprawdzanie odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych
§ 7. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych przyrzadéw mikrometrycznych czujniko-
wych nalezy sprawdzi¢ plaskoréwnolegtymi plytkami interferencyjnymi lub plaskoréwnoleglymi
plytkami interferencyjnymi i ptytkami wzorcowymi.
§ 8.1. Podczas sprawdzania odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych przyrzadéw

mikrometrycznych czujnikowych za pomocs plaskoréwnolegtych piytek interferencyjnych

o wymiarach stopniowanych co 1/4 obrotu $ruby mikrometrycznej nalezy:

1) zacisna¢ jedna z plaskoréwnoleglych plytek interferencyjnych pomiedzy powierzchniami
pomiarowymi,

2)  delikatnie przesunaé lub pochylié zacignieta plytke tak, aby uzyskaé na jednej z powierzchni
pomiarowych najmniejsza z mozliwych liczbg prazkow,

3)  policzy¢ prazki na obu powierzchniach pomiarowych,

4) obliczyé odchylenie od réwnolegtosci » wedhug wzoru:

r=(m1+m2) ' 5 L]
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§ 9.1.

§10.

§11.1.

gdzie:
m,, m, — liczby prazkéw na powierzchniach pomiarowych,
A — jak w § 6 pkt 3,
5} zaciska¢ kolejno trzy pozostale plytki i powtarza¢ czynnosci wymienione w pkt 1 —

. Odchyleniem od réwnoleglosci jest najwigksza z warto$ci » otrzymanych przy jednym z czterech

polozen powierzchni pomiarowych.

Podczas sprawdzania odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych przyrzadow

mikrometrycznych czujnikowych za pomoca plaskoréwnoleglych plytek interferencyjnych i plytek
wzorcowych nalezy:

1) przywrzec po jednej plaskoréwnoleglej plytce interferencyjnej do przeclwlegiych powierzchni
pomiarowych plytki wzorcowej, tworzac zestaw plytek,

2) wykonaé czynnosci wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 — 4, z tym e zamiast jednej ptaskoréwno-
leglej plytki interferencyjnej nalezy uzy¢ zestawu plytek,

3) przywieraé kolejno pozostale plaskoréwnolegle plytki interferencyjne, pozostawiajac jedna
plaskordwnolegla plytke interferencyjna przywarts do powierzchni pomiarowej plytki

WZOorcowej,

4) powtarzaé czynnoéci wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 — 4.

. Odchyleniem od réwnoleglosci jest najwigksza z wartosci » otrzymanych przy jednym z trzech

polozen powierzchni pomiarowych.
Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych kowadetka i wrzeciona transametréw
nalezy sprawdzi¢ w poblizu dolnej i gornej granicy zakresu pomiarowego.

Sprawdzanie nacisku pomiarowego

Nacisk pomiarowy przyrzadéw mikrometrycznych czujnikowych nalezy sprawdzié w nastgpujacy
sposob:

1) zamocowal w statywie przyrzad mikrometryczny czujnikowy w potozeniu pionowym, jak
przedstawiono na rysunku:

1 - przyrzad mikrometryczny czujnikowy, 2 - statyw, 3 - odwaimik, 4 - wieszadetko, 5 - kowadelko,
6 - zesp6t czujnikowy, 7 - wrzeciono.

2) obciazaé kowadeltko odwaznikami 50 g i 250 g; urzadzenie do obciazania kowadelka powinno
mie¢ trwale oznaczenie swej masy na szalce; kierunek obcigzania powinien by¢ zgodny z osia
kowadelka.
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2,

§12.1.

§13.1.

Warto$¢ obciazenia, wyrazona w jednostkach sily (przyjmujac, ze 10 g odpowiada 0,1 N),
odpowiada:
1) minimalnemu naciskowi pomiarowemu — przy polozeniu wskazéwki w dolnej granicy zakresu
pomiarowego czujnika,
2) maksymalnemu naciskowi pomiarowemu — przy polozeniu wskazéwki w gérnej granicy
zakresu pomiarowego czujnika,
Sprawdzanie zmiany wskazan spowodowanej ugieciem kabigka
Zmiang wskazafh przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego spowodowans ugieciem kablaka
nalezy wyznaczy¢ w nastepujacy sposéb:

1) zamocowaé przyrzad mikrometryczny czujnikowy w statywie w polozeniu pionowym, jak
przedstawiono na rysunku:

N

3
L
7 l N
6
l%/_

VA4
1 - kablak, 2 - wrzeciono, 3 - kowadelko, 4 - czujnik, 5 - ptytka wzorcowa, 6 - odwaznik, 7 - statyw.

2) odczyta¢ wskazanie przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego,
3) obciazy¢ kablak odwaznikiem o masie 5 kg (co odpowiada 49 N),
4) odczyta¢ wskazanie przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego.

. Zmiang wskazaf przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego, spowodowang ugieciem kablaka, jest

rézica wskazan przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego przy kablaku obciazonym i nie
obcigzonym, odniesiona do obciazenia odpowiadajacego 10 N.

- Podczas sprawdzania przyrzadéow mikrometrycznych czujnikowych o dolnej granicy zakresu

pomiarowego wigkszej od zera stosuje si¢ plytki wzorcowe o dhugoéci nominalnej réwnej lub
wigkszej od dolnej granicy zakresu pomiarowego.

S prawdzanie zakresu rozrzutu wskazaf czujnika przyrzadu
mikrometrycznege czujnikowego

Zakres rozrzutu wskazan czujnika przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego nalezy sprawdzié

przy uzyciu ptytki wzorcowej w co najmniej trzech punktach zakresu pomiarowego w nastepujacy

sposdb:

1) umiesci¢ przyrzad mikrometryczny czujnikowy w podstawie do mocowania przyrzadéw
mikrometrycznych,

2) zmierzy¢ pigciokrotnie przyrzadem mikrometrycznym czujnikowym dhugosé plytki wzorcowe;.

. Zakresem rozrzutu wskazan czujnika przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego jest rozmica

migdzy najwickszym a najmniejszym wskazaniem czujnika.
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Wyznaczanie bledéw wskazah przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego
Wyznaczanie bledéw wskazan zespolu mikrometrycznego
§14.1. Bledy wskazan nalezy wyznaczyé za pomocq plytek wzorcowych.
2. Diugodci nominalne plytek wzorcowych nalezy tak dobraé, aby mozliwe bylo wyznaczenie bledéw

wskazafi w kilku réwnomiernie roztozonych punktach zakresu pomiarowego, stopniowanych co 1/4
skoku $ruby mikrometrycznej (np. 4, 4 + 5,12 mm, 4 + 10,25 mm, 4 + 15,37 mm, 4 + 21,50 mm,
A4 +25,00 mm, gdzie 4 — wartosé dolnej granicy zakresu pomiarowego). ‘

3. Wskazania nalezy odczytywa¢ przy zerowym wskazaniu czujnika.

§15.1.

- Bledem wskazania zespotu mikrometrycznego w kazdym punkcie zakresu pomiarowego jest réznica

miedzy odczytanym wskazaniem a dlugo$cia nominalng mierzonej plytki wzorcowe;j.

- Na podstawie wyznaczonych bledéw wskazan nalezy sporzadzié krzywa bledéw, jak przedstawiono

na rysunku:

Bledy Ustawicnic wyjéciowe Ustawienie poprawione

wskazan
e 1 /
+3 - 4 /
0:___,.0___ __.//(\ ______

Lol 2 —T -

] by

o 0 5121025 1537 215 25 rawdania

(mm)

- W przypadku niesymetrycznego rozktadu bledéw (ustawienie wyjsciowe przedstawione na rysunku

w ust. 5) nalezy ustawié dolna granice zakresu pomiarowego (przez obrét bebna lub tulei z podziatka
wzdluzng) tak, aby jej blad wskazania zawierat sie w granicach if, (ustawienie poprawione
przedstawione na rysunku w ust. 5).

Wyznaczanie bledow wskazarn zespoiu czujnikowego

Bledy wskazat zespohu czujnikowego nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytek wzorcowych w co
najmniej trzech punktach w obszarze wzrastajgcych i malejacych wskazan zakresu pomiarowego,

- Dla przyrzadéw mikrometrycznych czujnikowych o zakresie pomiarowym czujnika +0,08 mm

przyktadowe dtugosci nominalne plytek wzorcowych (lub stosu plytek) podane sa w tablicy:

Zakres pomiarowy Dlugosci nominalne plytek wzorcowych (fub stosu plyiek)

przyrzadow I , 3 ] I

mikrometrycznych i o 7
czujnikowych mm

0+ 25 11,12 113,16 11,18 11,2 11,22 11,24 11,28

25 =+ 50 31,12 31,16 31,18 31,2 31,22 31,24 31,28

50 = 75 61,12 61,16 61,18 . 61,2 61,22 61,24 61,28

75 + 100 81,12 81,16 81,18 81,2 81,22 81,24 81,28

. Bledy wskazan nalezy wyznaczyé w nastepujacy sposéb:

1)  ustawié wskazania zerowe czujnika na plytce o dlugosci nominalnej L,

2) zmierzyé przyrzadem mikrometrycznym ci:ujnikowym plytki wzorcowe (lub stosy plytek)
- 0 dlugosciach nominalnych Z,, :

3) obliczy¢ poszczegbine bledy wskazan wedlug wzoru:
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e e, =w,—(L,— Ly,
gdzie w; — wskazanie czujnika dla plytki wzorcowej o dlugosci nominalnej L, .
4. Bledem wskazania jest najwigksza z otrzymanych wartoéci e, W przedziale 10 i 40 dzialek
elementarnych.
Sprawdzanie zmiany wskazan spowodowanej unieruchomieniem wrzeciona
§16.1. Sprawdzenia zmiany wskazaf spowodowanej unieruchomieniem wrzeciona nalezy dokonaé
w przypadku mikrometréw z wbudowanym czujnikiem.
2. Sprawdzenia zmiany wskazafi spowodowanej unieruchomieniem wrzeciona nalezy dokonaé za
pomoca plytek wzorcowych w nastgpujacy sposéb:
1) dobraé plytki wzorcowe o dhugosciach nominalnych umozliwiajacych sprawdzenie w co
najmniej dwéch punktach zakresu pomiarowego czujnika przy réznych polozeniach wrzeciona,
2) odczytaé za pomoca lupy wskazanie na podziatce czujnika przy zwolnionym wrzecionie,
a nast¢pnie przy unieruchomionym wrzecionie.
3. Zmiang wskazafi spowodowana unieruchomieniem wrzeciona jest najwigksza z otrzymanych réznic
wskazan przy zwolnionym i unieruchomionym wrzecionie.
Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
§17. Wyniki- sprawdzenia przyrzadu mikrometrycznego czujnikowego nalezy odnotowaé w zapisce

sprawdzania. Zapiska sprawdzania powinna zawieraé co najmnie;:
1) numer zgloszenia,

2)  dane identyfikacyjne zglaszajacego,

3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,

4) nazwisko sprawdzajacego,

5) date sprawdzenia,

6) odchylenie od ptaskosci powierzchni pomiarowych,

7)  odchylenie od réwnolegloéci powierzchni pomiarowych,
8)  wartos¢ nacisku pomiarowego, )

9)  warto$¢ zakresu rozrzutu wskazan,
10)  bledy wskazan.

69

ZARZADZENIE NR 62
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 17 maja 1996 r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
glebokoiciomierzy mikrometrycznych,

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ L

Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania glebokosciomierzy mikrometrycznych, stanowiacg zatacznik
do niniejszego zarzadzenia.
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§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.1.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

Instrukcja sprawdzania okre$la metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci glgbokosciomierzy
mikrometrycznych, zwanych dalej ,.glebokosciomierzami”, z wymaganiami przepiséw metrolo-
gicznych o przyrzadach mikrometrycznych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 61 Prezesa Gléwnego
Urzgdu Miar z dnia 17 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 12, poz. 68).

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gtéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 62
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 17 maja 1996 r. (poz. 69)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA GLEBOKOSCIOMIERZY
MIKROMETRYCZNYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania
Do sprawdzania glebokosciomierzy potrzebne sa:

1)  plaska plytka interferencyjna o érednicy 100 mm klasy doktadnosci 2,
2) plytki wzorcowe klasy dokladnoséci 1,

3) mikrointerferometr,

4) statyw do mocowania glebokosciomierza,

5) urzadzenie do obciazania glebokosciomierza.

Warunki sprawdzania

Glebokosciomierz przed sprawdzeniem powinien by¢ oczyszczony ze $rodka konserwujacego.

. Glebokosciomierz powinien byé sprawdzany w temperaturze (20 + 2)°C.

. Gigbokosciomierz oraz przyrzady pomiarowe stosowane do jego sprawdzania powinny sie

znajdowaé w tej temperaturze przez co najmniej 3 godziny przed sprawdzaniem.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie gl¢bokosciomierza obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie konstrukcji i wykonania,
3) sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié:
1) czy material, konstrukcja i wykonanie glgbokosciomierza odpowiada wymaganiom przepiséw
metrologicznych o przyrzadach mikrometrycznych,
2) poprawno$¢ oznaczen,
3) czy czesci glebokosciomierza nie wykazuja wlasciwosci magnetycznych; czeéci namagne-
sowane nalezy odmagnesowad.

Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych nalezy sprawdza¢ za pomoca mikrointerferometru podezas
badan przy zatwierdzaniu typu.
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Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie odchylenia od plaskoéci powierzchni pomiarowych
§ 6. Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzié za pomoca plaskiej plytki
interferencyjnej w nastepujacy sposéb:
1)  przylozy¢ plaska plytke interferencyjna do dokladnie oczyszczonej powierzchni pomiarowej
tak, aby powstal obraZ prazkéw interferencyjnych; jesli tworza one linie:

a) otwarte — wyznaczy¢ liczbg¢ m okreflajaca maksymalne odchylenie prazkéw interfe-
rencyjnych od prostoliniowosci, przyjmujac za jednostke tego odchylenia odleglo$é miedzy
sgsiednimi prazkami, '

b) zamknigte — ustali¢ liczbg m prazk6w interferencyjnych,

2) obliczy¢ odchylenie p od plaskoéci powierzchni pomiarowych wedhig wzoru:

=m &
p=m-y
gdzie:
A — dlugo$é fali $wiatla stosowanego do uzyskania interferencji; przy obserwacji w swietle

biatym A = 0,6 um.
Sprawdzanie odchylenia od réwnoleglo$ci powierzchni pomiarowych
§ 7.1. Odchylenie od réwnolegtosci powierzchni pomiarowych glebokosciomierza nalezy sprawdzi¢:
1) plaska plytkq interferencyjng i ptytkami wzorcowymi albo
2) plytkami wzorcowymi.
2. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzié co 1/4 obrotu Sruby
mikrometrycznej.

§ 8.1. Podczas sprawdzania odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych glebokosciomierza
za pomocy plaskiej plytki interferencyjnej i stoséw plytek wzorcowych o dhugosciach nominainych
rémiacych si¢ dlugoscia o 1/4 obrotu $ruby mikrometrycznej nalezy:

1)  przywrzeé do plaskiej plytki interferencyjnej dwa stosy plytek wzorcowych o jednakowych
dlugoséciach nominalnych, )
2) ustawi¢ powierzchnig pomiarowa stopy glgbokosciomierza na gérnych powierzchniach stoséw

plytek wzorcowych i zetknaé powierzchnig pomiarows wrzeciona glebokosciomierza z plytka
interferencyjna, jak pokazano na rysunku:

1 - stos plytek wzorcowych, 2 - plaska plytka interferencyjna, 3 - stopa giebokosciomierza, 4 - zwierciadlo lub plytka
wzorcowa, 5 - wrzeciono glebokosciomierza.

3) policzy¢ prazki interferencyjne powstale pomiedzy powierzchnia pomiarowa wrzeciona
glebokosciomierza i plaska plytka interferencyjna; dla ulatwienia liczenia nalezy podiozy¢ pod
plytke interferencyjna zwierciadlo plaskie lub przywrze¢ plytke wzorcowa, np. o dlugosci
nominalnej 1,5 mm,
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4) powtdrzy¢ czynnosci opisane w ust. 1 pkt 1-3 dla kolejnych potozefi §ruby mikrometryczne;j,
odpowiadajacych trzem pozostalym wymiarom stoséw plytek wzorcowych.
2. Odchylenie od réwnoleglosci dla danego potozenia powierzchni pomiarowej Qbhcza si¢ wed}ug
wzoru podanego w § 7 ust. 2.

3. Jako odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych glqbokoéciomierza przyjmuje sig

najwigksza liczbe prazkéw, otrzymang z czterech ustawien ngbokoéclomaerza na poszczegblnych
stosach plytek wzorcowych.

§ 9.1. Podczas sprawdzania odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych za pomoca plytek
wzorcowych o wymiarach nominalnych stopniowanych co 1/4 obrotu $ruby mikrometrycznej
(op. 1,12 mm, 1,25 mm, 1,37 mm i 1,50 mm) nalezy:

1) ustawi¢ na plaskiej plytce interferencyjnej dwie plytki wzorcowe o jednakowych dhigosciach
nominalnych,
2) ustawié pow1elzchmq pomiarowa stopy glebokosciomierza na gornych powierzchniach plytek

wzorcowych i doprowadzi¢ powierzchnie pomiarows wrzeciona do zetknigcia z plytka
wzorcowa, jak pokazano na rysunku:

N

\/5/ /l_
|
|

200077, // T20070,7077

1 - plytki wzorcowe o jednakowych dhugoéciach nominalnych, 2 - plaska plytka interferencyjna, 3 - piytka wzorcowa
stuzaca do wyznaczania odchylenia od réwnoleglo$ci, 4 - stopa glebokosciomierza, 5 - wrzeciono glgbokosciomierza.

3) zmierzyé plytke wzorcowa w czterech polozeniach obrzezami powierzchni pomiarowej
wrzeciona sprawdzanego glebokosciomierza, jak pokazano na rysunku:

d - Srednica powierzchni pomiarowej wrzeciona.
~ 4) ustawi¢ kolejno na plaskiej ptytce interferencyjnej pozostate plytki wzorcowe i powtorzyé
czynnosci opisane w ust. 1 pkt 3.

2. Jako odchylenie od réwnoleglosci przyjmuje si¢ najwigksza roznice wskazan glebokosciomierza,
otrzymang z pomiaréw w czterech polozeniach kazdej z ptytek wzorcowych.
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Sprawdzanie nacisku pomiarowego
§10.1. Nacisk pomiarowy glgbokoéciomierza nalezy sprawdza¢ w nastgpujacy sposéb:
1) zamocowaé w statywie glgbokosciomierz w polozeniu pionowym, jak pokazano na rysunku:

2

v

|

L/

| i /1'
H_ — sz

1
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 —

1 - gicbokosciomierz, 2 - statyw, 3 - odwaznik, 4 - urzadzenie do obciazania glgbokodciomierza,
5 - sprzgglo gleboko$ciomierza. )

2) obcigzaé $rube mikrometryczng odwaznikami; urzadzenie do obcigzania $ruby mikromet-
rycznej powinno mie¢ trwale oznaczenie masy na szalee,
3) po kazdym obciazeniu pokrecaé sprzegtem gleboko$ciomierza,

2. Jako nacisk pomiarowy przyjmuje si¢ graniczne obciazenie, przy ktérym sprzeglo nie jest w stanie
obrécié sruby mikrometrycznej.

(Y8}

- Nacisk pomiarowy glebokosciomierza powinien by¢ sprawdzany w co najmniej dwéch punktach
zakresu pomiarowego.

Wyznaczanie bledéw wskazan

§11.1. Bledy wskazan w calym zakresie pomiarowym glebokoéciomierza nalezy wyznacza¢ za pomoca
pomiaréw stosow plytek wzorcowych w nastgpujacy sposob:

1) dwa stosy plytek wzorcowych o takich samych diugosciach nominalnych przywrzeé do plaskiej
plytki interferencyjne;j lub ustawié na plycie pomiarowej,

2) ustawi¢ powierzchnig¢ pomiarows stopy glgbokoéciomierza na gérych powierzchniach stoséw
plytek wzorcowych,

3) zetkna¢ powierzchnig pomiarowa wrzeciona glebokosciomierza z plytka interferencyjna lub
plyta pomiarows, na ktérej ustawione sa stosy plytek wzorcowych.

[}

- Jako blad wskazania w kazdym punkcie zakresu pomiarowego przyjmuje sie réznice miedzy
wskazaniem glgbokosciomierza a dlugoscia nominalna mierzonego stosu ptytek wzorcowych.

%)

. Sprawdzenia nalezy dokona¢ w kilku punktach zakresu pomiarowego glgbokosciomierza,
stopniowanych co 1/4 obrotu $ruby mikrometrycznej (np. A4+5,12 mm, 4+10,25 mm, 4+15,37 mm,
4+21,50 mm, 4+25,00 mm, gdzie 4 - wartosé dolnej granicy zakresu pomiarowego).

4. W razie niesymetrycznego rozkladu blgdéw nalezy ustawi¢ dolna granice zakresu pomiarowego tak,
aby jej blad wskazania zawierat si¢ w granicach +f,.

Lh

. W glebokosciomierzach z wymiennymi koficowkami wrzeciona bledy wskazaf wyznacza sie przy
najkrétszej koficowee wrzeciona; dla pozostatych wymiennych konicéwek wyznacza sie tylko btad
dolnej granicy zakresu pomiarowego.
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§12.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
Zapiska sprawdzania powinna zawiera¢ co najmniej:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,
4) bledy wskazan,
5) date sprawdzenia,
6) nazwisko sprawdzajacego.

70

ZARZADZENIE NR 63
PREZESA GEOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 17 maja 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania Srednicéwek mikrometrycznych,

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania $rednicéwek mikrometrycznych, stanowiaca zatacznik do
niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okre§la metody sprawdzania zgodnosci whasciwosci $rednicoéwek
mikrometrycznych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o przyrzadach mikrometrycznych,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 61 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 17 maja 1996 r.
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 12, poz. 68).

Zarzgdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordziriski
Zalycznik do zarzgdzenia nr 63

Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 17 maja 1996 r. (poz. 70)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA SREDNICOWEK MIKROMETRYCZNYCH

§ 1.

§ 2.

Postanowienia ogélne

Instrukcja dotyczy sprawdzania $rednicéwek mikrometrycznych statych, skladanych i tréjpunkto-
wych, zwanych dalej ,,$rednicowkami”.

Przyrzady pomiarowe i urzagdzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania srednicéwek potrzebne sg:

1) ptytki wzorcowe klasy dokladnosci 1,
2) piericienie wzorcowe,
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§ 3.1.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.1.

§ 8.1.

§ 9.1.

3) dhugosciomierz poziomy,

4) mikrointerferometr,

5) wkiadki plaskoréwnolegie,

6) uchwyty do plytek wzorcowych.

Warunki sprawdzania
Srednicéwka przed sprawdzeniem powinna by¢ starannie oczyszczona ze $rodka konserwujacego.

. $rednicéwka powinna byé sprawdzana w temperaturze (20 + 2)°C.
. Srednicéwk_a oraz przyrzady pomiarowe stosowane do jej sprawdzania powinny si¢ znajdowaé w tej

temperaturze przez co najmniej 3 godziny przed rozpoczeciem sprawdzania.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie Srednicéwki obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie konstrukcji i wykonania,
3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié:

1) czy material, konstrukcja i wykonanie srednicéwki odpowiada wymaganiom przepisow
metrologicznych o przyrzadach mikrometrycznych,

2) poprawnoéé oznaczen,

3) czy érednicéwka nie wykazuje wilasciwosci magnetycznych; czgéci namagnesowane nalezy
odmagnesowag.

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych nalezy sprawdza¢ za pomoca mikrointerferometru podczas
badan przy zatwierdzaniu typu. :

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Wyznaczanie bledéw wskazan

Biedy wskazan $rednicéwek mikrometrycznych statych i skladanych nalezy wyznaczyé za pomoca
plytek wzorcowych albo dtugosciomierza poziomego.

. Bledy wskazan srednicowek mikrometrycznych tréjpunktowych nalezy wyznaczyé za pomocs

pierscieni wzorcowych.

Podczas sprawdzania bledéw wskazah srednicéwek mikfometrycznych statych i skiadanych za
pomoca plytek wzorcowych nalezy:

1) przywrze¢ plytk¢ wzorcowa lub stos plytek do wkladek plaskoréwnoleglych i zamocowaé
w uchwycie,

2) zmierzy¢ za pomoca badanej srednicéwki odlegloéé miedzy wkiadkami,

Jako biad wskazania w danym punkcie zakresu pomiarowego przyjmuje si¢ roznice migdzy

wskazaniem $rednicowki a wymiarem plytki lub stosu plytek umieszczonego w uchwycie.

Podczas sprawdzania bledéw wskazaf srednicéwek mikrometrycznych stalych i sktadanych za

pomoca dlugoéciomierza poziomego z zastosowaniem wymiennych koficowek z plaskimi
powierzchniami pomiarowymi nalezy:

1) ustawi¢ réwnolegle plaskie powierzchnie koficowek zgodnie z instrukcja obshugi
" dlugosciomierza,

2)  ustawi¢ zero diugosciomierza przy zetknigtych powierzchniach pomiarowych koficowek,
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§10.1.

§11.1.

§12.

3) zamocowad $rednicéwke na stoliku dlugosciomierza,

4) zmierzyé za pomocy dilugosciomicrza odleglo$¢ miedzy powierzchniami pomiarowymi
Srednicowki.

. Jako blad Srednicéwki przyjmuje si¢ réznice miedzy wskazaniem $rednicowki a wskazaniem

dlugosciomierza.

. Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ w kilku punktach zakresu pomiarowego $rednicéwki, stopniowanych

co 1/4 obrotu sruby mikrometrycznej (np. 4, A+2,12, 4+8,37, A+11,5, A+13, gdzie 4 — warto$¢
dolnej granicy zakresu pomiarowego).

Na podstawie wyznaczonych bledéw wskagan nalezy sporzadzié krzywa bledéw wskazan.

. W razie niesymetrycznego rozktadu btedéw nalezy ustawi¢ dolng granice zakresu pomiarowego tak,

aby jej blad wskazania zawieral si¢ w granicach +f,.
Podczas sprawdzania bledow wskazaf Srednicéwek mikrometrycznych tréjpunktowych za pomocy
pierscieni wzorcowych nalezy:

1) dobra¢ w zaleznosci od zakresu pomiarowego $rednicowki zestaw co najmniej trzech pierécieni
wzorcowych o wartosciach $rednic réwnomiernie roztozonych w zakresie pomiarowym
sprawdzanej Srednicowki,

2) wykorzytujac piersciefi o najmniejszej Srednicy ustawié wskazame poczqtkowe $rednicowki
réwne warto$ci poprawnej Srednicy pierscienia,

3) dokonaé pomiaru kolejnych pierscieni.

Jako biad wskazania w danym punkcie pomiarowym przyjmuje si¢ réznice pomiedzy wskazaniem
$rednicOwki a wartoscig poprawng §rednicy mierzonego pierscienia wzorcowego.

. Jako blad wskazafn w calym zakresie pomiarowym nalezy przyja¢ najwigkszy z wyznaczonych

bledow.

Dokumentowanie wynikow sprawdzenia
Zapiska sprawdzania srednicéwki powinna zawieraé co najmnie;:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,
4) bledy wskazan,
5) date sprawdzenia,
6) nazwisko sprawdzajacego.

71

ZARZ'ADZEN]E NR 64
PREZESA GEOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 17 maja 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania mikrometréw zewnetrznych
z powierzchniami pomiarowymi plaskimi.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania mikrometréw zewnetrznych z powierzchniami pomiarowymi
plaskimi, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
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§ 2.

§ 3.

§ L.

§ 2.1.

§ 3.

§ 4.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwoéci mikrometréw
zewngtrznych z  powierzchniami pomiarowymi plaskimi, zwanych dalej ,mikrometrami”,
Z wymaganiami przepisébw metrologicznych o przyrzadach mikrometrycznych, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 61 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 17 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 12, poz. 68). ' '

Zarzadzenie wchodzi w 2y(-:ie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalyeznik do zarzgdzenia nr 64
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 17 maja 1996 r. (poz. 71)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA MIKROMETROW ZEWNETRZNYCH
Z POWIERZCHNIAMI POMIAROWYMI PLASKIMI '

Przyrzady pomiarowe i urzgdzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania mikrometréw potrzebne sa;

1)  plaska plytka interferencyjna klasy doktadnosci 2,

2)  komplet plaskoréwnoleglych plytek interferencyjnych,
3)  plytki wzorcowe klasy doktadnosci 1,

4)  czujnik zegarowy z dziatka elementarng o wartosci 1 pm,
5) mikrointerferometr,

6) odwazniki o masie 50 g, 250 g i 5 kg,

7)  statyw do mocowania mikrometru,

8) urzadzenie do obciazania mikrometru,

9)  uchwyt do mocowania czujnika Zegarowego.

Warunki sprawdzania

Mikrometr przed sprawdzeniem powinien by¢ oczyszezony ze srodka konserwujacego.

- Mikrometr powinien byé sprawdzany w temperaturze (20 + 2)°C.
. Mikrometr oraz przyrzady pomiarowe do sprawdzania powinny si¢ znajdowaé w tej temperaturze

przez co najmniej 3 godziny przed rozpoczeciem sprawdzania.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzenie mikrometru obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie konstrukcji i wykonania,
3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié:

1)  czy material, konstrukcja i wykonanie odpowiadaja wymaganiom przepiséw metrologicznych
o przyrzadach mikrometrycznych,
2) poprawno$é oznaczen,
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§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.1.

§ 9.1.

3) czy czeSci mikrometru nie wykazujq wlasciwosci magnetycmych cz¢sci namagnesowane
nalezy odmagnesowac.

Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych nalezy sprawdza¢ za pomoca mikrointerferometru podczas
badan przy zatwierdzaniu typu.

Sprawdzanle charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie odchylenia od ptaskoéci powierzchni pomiarowych
Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzié za pomoca ptaskiej phytki
interferencyjnej w nastepujacy sposéb;
1) przylozy¢ plaska plytke interferencyjna do dokladnie oczyszczonej powitrzchni pomiarowej
tak, aby powstat obraz prazkéw interferencyjnych; jesli tworza one linie:

a) otwarte — wyznaczyé liczbe¢ m okreSlajaca maksymalne odchylenie prazkéw interferen-
cyjnych od prostoliniowosci, przyjmujac za jednostke tego odchylenia odleglo$é miedzy
sasiednimi prazkami,

b) zamknigte — ustali¢ liczbe¢ m prazkéw interferencyjnych,

2) obliczy¢ odchylenie p od ptaskosci powierzchni pomiarowych wedtug wzoru:
A
2 L]

p=m-

gdzie A — dlugosé fali $wiatla stosowanego do uzyskania interferencji; przy obserwacji
w Swietle bialym A= 0,6 pum.

Sprawdzanie odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych
Odchylenie od réwnolegtosci powierzchni pomiarowych mikrometru nalezy sprawdzié:
1) plaskoréwnoleglymi plytkami interferencyjnymi albo
2) plaskoréwnoleglymi ptytkami interferencyjnymi i ptytkami wzorcowymi, albo
3) plytkami wzorcowymi.

Podczas sprawdzania odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych mikrometru za

pomoca plaskoréwnoleglych plytek interferencyjnych, o wymiarach stopniowanych co 1/4 obrotu
$ruby mikrometrycznej, nalezy:

1) zacisnaé za pomoca sprz¢gla mikrometru jedna z plytek interferencyjnych pomigdzy
powierzchniami pomiarowymi,

2)  delikatnie przesuna¢ lub pochyli¢ zacisnieta piytke, tak aby uzyskaé na jednej z powierzchni
pomiarowych mozliwie matg liczbe prazkow,

3) policzy¢ prazki na drugiej powierzchni pomiarowej,

4) obliczy¢ odchylenie od réwnolegtosci » dla polozenia powierzchni pomiarowej odpowia-
dajacego obrotowi o 1/4 $ruby mikrometrycznej wedtug wzoru:

A

r=(m1+mz)'5,

gdzie m,, m, — liczby prazkéw na powierzchniach pomiarowych,
5)  zaciska¢ kolejno trzy pozostate plytki i powtérzy¢ czynnosci wymienione w ust. 1 pkt 1—4,

. Jako odchylenie od réwnolegtosci przyjmuje si¢ najwicksza wartos¢ liczby r otrzymana przy jednym

z czterech polozen powierzchni pomiarowych.

Podczas sprawdzania odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych mikrometru za

pomoca plaskoréwnoleglych plytek interferencyjnych i pltytek wzorcowych nalezy:

1)  przywrzeé po jednej ptaskoréwnoleglej plytce interferencyijnej do przeciwlegtych powierzchni
pomiarowych plytki wzorcowej, tworzac zestaw plytek, :
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§10.1.

§11.

§12.1.

2) wykonaé czynnosci opisane w § 8 ust. 1 pkt 1-4, z tym Ze zamiast Jednej plytki nalezy uzyé
zestawu plytek,

3) pozostawiajac jedna plaskoréwnolegly plytke interferencyjng przywarta do powierzchni
pomiarowej plytki wzorcowej, kolejno przywieraé pozostate pytki interferencyjne,

4) powtérzyé czynnosci opisane w § 8 ust. 1 pkt 1-4.

- Jako odchylenie od réwnoleglo$ci przyjmuje sig najwieksza wartosé liczby r otrzymana przy jednym

z trzech polozefi powierzchni pomiarowych.

Podczas sprawdzania odchylenia od réwnolegtosci powierzchni pomiarowych za pomoca plytek
wzorcowych nalezy:

1) zlozy¢ plytki wzorcowe w stosy rézniace si¢ dlugoscia o 1/4 obrotu sruby mikrometrycznej,

2) zmierzy¢ stosy plytek wzorcowych sprawdzanym mikrometrem w czterech polozeniach
powierzchni pomiarowych, jak przedstawiono na rysunku:

d - $rednica powierzchni pomiarowej mikrometry,

3) zmierzy¢ w analogiczny sposéb pozostate trzy stosy plytek wzorcowych.
Jako odchylenie od réwnolegtosci przyjmuje sie najwigksza réinice wskazah mikrometru otrzymana
z pomiardw w czterech polozeniach kazdego z czterech stoséw plytek wzorcowych.

Wyznaczanie zmiany réwnolegtosci powierzchni pomiarowych mikrometru
spowodowanej unieruchomieniem éruby mikrometrycznej

Zmiang réwnoleglodcei powierzchni pomiarowych mikrometry spowodowang unieruchomieniem
$ruby mikrometrycznej sprawdza sie:

1)  plaskoréwnolegla plytks interferencyjna albo

2) czujnikiem zegarowym.

Podczas sprawdzania réwnoleglosci powierzchni pomiarowych mikrometru sprawdzanej za pomoca
plytek interferencyjnych nalezy:

1) wykona¢ czynnosci opisane w § 8 ust. I pkt 1-3,

2) unieruchomi¢ zaciskiem $rubg mikrometryczna,

3) policzy¢ liczbe prazkéw.

- Jako zmiang réwnolegtosci powierzchni pomiarowych mikrometru spowodowang unieruchomieniem

sruby mikrometrycznej przyjmuje si¢ réznice migdzy suma prazkéw otrzymang (na dwéch
powierzchniach pomiarowych) przy zwolnionym zacisku a sumg prazkoéw otrzymana po zaciénieciu
$ruby mikrometrycznej, wyrazona w pum.
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§13.1. Podczas sprawdzania réwnoleglosci powierzchni pomiarowych mlkrometru za pomocac czu_]mka
zegarowego nalezy: 4

1) zamocowal czujnik zegarowy w uchwycie, jak przedstawiono na rysunku:

4 2
— frpe
3 ' e

1 - mikrometr, 2 - zacisk, 3 - uchwyt, 4 - czujnik zegarowy.

2) zetknaé koncodwke pomiarowa czujnika zegarowego z powierzchnia pomiarowa mikrometru
w odlegloéci okoto 1 mm od jej obrzeza,

3) obserwowa¢ zmian¢ wskazan czujnika zegarowego spowodowana zwalnianiem lub
zaciskaniem zacisku; pomiaru nalezy dokonaé przy wskazaniu mlkrometru w poblizu dolnej
granicy zakresu pomiarowego,

4) powtdrzy¢ czynnoéci opisane w ust. 1 pkt 2-3 po zmianie polozenia $ruby mikrometrycznej
o 1/4 obrotu.

2. Jako zmiang réwnolegltosci powierzchni pomiarowych mikrometru spowodowana unieruchomieniem
sruby mikrometrycznej przyjmuje si¢ najwigksza z otrzymanych roznic wskazan czujnika.
Sprawdzanie nacisku pomiarowego
§ 14.1. Nacisk pomiarowy mikrometru nalezy sprawdza¢ w nastepujacy sposéb:

1} zamocowac w statywie mikrometr w polozeniu pionowym, jak przedstawiono na rysunku:
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2) obcigzaé Srub¢ mikrometryczng odwaznikami; urzadzenie do obcigzania éruby mikro-
metrycznej powinno mieé trwate oznaczenie swej masy na szalce,
3) po kazdym obcigzeniu pokrecaé sprzeglem mikrometru.

2. Jako nacisk pomiarowy przyjmuje si¢ obcigZenie graniczne, przy ktérym sprzeglo nie jest w stanie
obrécié sruby mikrometrycznej.

3. Nacisk pomiarowy mikrometru powinien byé sprawdzany w co najmniej dwéch punktach zakresu
pomiarowego.

Wyznaczanle zmiany wskazah mikrometru
spowodowanej jego odksztalceniem
§15.1. Zmiang wskaza mikrometru spowodowang jego odksztalceniem na skutek dziatania sily 10 N

nalezy wyznaczy¢ w nastepujacy sposéb:
1) zamocowaé w statywie mikrometr w potozeniu pionowym, jak przedstawiono na rysunku:

3

2
/—
Skg
1 - mikrometr, 2 - odwaznik, 3 - statyw.

2) odczytaé wskazanie mikrometru, ,
3) obciazy¢ mikrometr odwaznikiem o masie 5 kg (sila 49 N),
4)  odczytaé zmiang wskazania mikrometru,

2. Jako zmiang wskazaf mikrometru spowodowang jego odksztatceniem na skutek dziatania sity 10 N
przyjmuje si¢ réznice wskazan przy mikrometrze nie obciazonym i obciazonym, podzielong przez
4,9; wymaganie to nalezy sprawdza¢ podczas badania przy zatwierdzaniu typu.

Wyznaczanie bledéw wskazarn mikrometru
§16.1. Blad wskazania dolnej granicy zakresu pomiarowego £, mikrometru rownej zeru nalezy wyznaczyé
stykajac bezposrednio powierzchnie pomiarowe.

2. Blad wskazania dolnej granicy zakresu pomiarowego f, mikrometru wigkszej od zera nalezy
wyznaczy¢ uzywajac plytki wzorcowej o dhugosci nominalnej réwnej wartosci dolnej granicy
zakresu pomiarowego.

3. Jako blad wskazania dolnej granicy zakresu pomiarowgo przyjmuje si¢ réznice miedzy wskazaniem

mikrometru a wartoscia nominalna dolnej granicy zakresu pomiarowego.
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§17.1.

5.

§18.

Bledy wskazan w innych punktach zakresu pomiarowego mikrometru nalezy wyznaczy¢ dokonujac
nim pomiaréw stoséw plytek wzorcowych.
. Sprawdzenia nalezy dokona¢ w kilku punktach zakresu pomiarowego mikrometru stopniowanych co
1/4 obrotu $ruby mikrometrycznej (np. A+5,12 mm, 4+10,25 mm, 4+15,37 mm, 4+21,50 mm,
A+25,00 mm , gdzie 4 — warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego).
. Jako blad wskazania przyjmuje si¢ réznice miedzy wskazaniem mlkrometru a dhugoscia nominalng
mierzonego stosu plytkek wzorcowych.
. Na podstawie wyznaczonych bledéw wskazan nalezy sporzadzi¢ krzywg bledéw sprawdzanego
mikrometru, jak pokazano na rysunku:
'l T Bledy wskazafi (Um)  Ustawienie wyjsciowe Ustawienie poprawione
+ 4L— +35 / / fan
0- I T e Y AR A
: 0 \o/ \/
4= -3
T i .
0 0 5,12 10,25 15,37 21,5 25
' Punkty
sprawdzania
(mm)
W razie niesymetrycznego rozkladu bledéw (ustawienie wyjsciowe) nalezy ustawié dolng granice
zakresu pomiarowego tak, aby jej blad wskazania zawieral si¢ w granicach +f, jak pokazano
w ust. 4. (ustawienie poprawione).
Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
Zapiska sprawdzania powinna zawieraé co najmnie;j:

1) numer zgloszenia,

2) dane¢ identyfikacyjne zglaszajacego,

3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,
4) bledy wskazan,

5) datg sprawdzenia,

6) nazwisko sprawdzajacego.
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